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(54) Plaque de contrdle notamment d'appareils optiques relies a un systeme d'analyse damages, et son procede 
de mise en oeuvre. 



\57) Plaque (1) de quartz revetue d'oxyde de chrome gra- 
vee par bombardement electronique, de controle notam- 
ment d'appareils optiques relies a un systeme d'analyse 
d'images, caracterisee par le fait que la plaque (1) est divi- 
see en cases (2) qui presenters des axes de symetries et 
portent des gravures (3.N) geometriques etalons consti- 
tutes par des combinaisons d'elements geometriques sim- 
ples. 
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PLAQUE PR rONTROTP, NTTTAMMBNT TVAP P a PE TT ,s OPTTnTrco 
RELIES A TTN SYSTRMP D'ANAT.vsp ivt m aqbs PT gfW 
PRQCEDE r>B MTSH F.NT nprrvpp 



L'invention concerne une plaque de contrdle notamment d'appareils 
opaques relies a un systeme d'analyse d'images, et son procede de mise en 
oeuvre. 



L invention concerne plus particulierement une plaque de quartz revStue 
d oxyde de chrome, gravee par bombardement electronique, et son 
precede de mise en oeuvre pour controler un appareil optique a viseur 
rehe a un systeme d'analyse d'images consul notamment d'une camera 
de numerisation d'images, d'un ecran de representation et un systeme de 
calcul de caracteristiques d'images. 

La .publication FR-A-2 628 199 decrit un dispositif de determination de la 
precision dimensionnelle de creations graphiques qui utilise une plurality 
de regies transparentes mises en position sur des bords d'un echantillon 
Ce dispositif permet de determiner la precision sur des mesures de 
longueur. 

L'invention a pour objet une plaque qui permet de determiner la precision 
dimensionnelle d'images donneepar un appareil optique et/ou son systeme 
d analyse d'images concernant les longueurs, les surfaces et les contours. 

L'invention a egalement pour objet d'ameliorer l'etolonnage en deux 
dimensions d'un appareil optique par une comparison de valeurs de 
surface. 

L'invention a encore pour objet de permettre une mesure des deformations 
de 1 image engendrees par une succession de moyens de traitement. 

L'invention a encore pour objet de permettre le controle et/ou la mesure 
des operations mathematiques du systeme d'analyse d'images. 
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Selon Tinvention, la plaque est divisSe en cases qui presentent des axes de 
symetries et portent des gravures g&>m6triques etalons constituees par des 
combinaisons d' elements geometriques simples, 

Le procede de mise en oeuvre de la plaque, selon Tinvention, consiste k 
positionner la plaque de quartz sur un support de Tappareil optique, k 
aligner les bords d'une croix de la plaque avec les bords de T£cran, k 
deplacer la plaque de sorte que le viseur soit en coincidence avec une autre 
figure gravee, a definir Tetalonnage par le nombre de pixels par unite de 
mesure sur ladite figure gravde, k calculer la valeur d'un paramfetre 
caracteristique de cette figure et a comparer ladite valeur k la valeur r£elle 
du parametre. 

D'autres caracteristiques et avantages de Tinvention apparaitront k la 
lecture de la description d'un exemple de realisation de la plaque en 
reference au dessin annexe dans lequel : 

- La figure 1 est une vue de dessus d'un exemple de realisation de la 
plaque. 

- La figure 2 est vue schematique de Tappareillage optique. 

La plaque 1 en quartz revetue d'oxyde de chrome, gravee par 
bombardement electronique est divisee en cases 2 qui presentent des axes 
de symetries et portent des gravures geometriques etalons de tailles 
comprises entre 2 fim et 200 ^m. 

Les gravures sont constituees par des figures 3.N qui sont des 
combinaisons d f elements geometriques simples. 
Une figure 3.1 est constitute par une croix. 

Les figures 3.N sont reperees en abscisse et en ordonnte par des lettres 
et/ou des chiffres et sont de dimensions connues. 
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^nm lesqueUe, une da, oases pone, „. figure 3.2 constttuee par une 
multtodede canes defaibles dimensions. 

La Plaque conforme a Invention est appliquee a un appareU 4 a viseur 5, 
d taages" r"*"" ° Pti,5Ue " aeCtn>ni<,Ue - & ^ 

I* systeme d'analyse d'images 6 est constimS d'une camera 10 de 
numensaaon d'images filmees et d'un tear, 12 de representation. 

BUre la camera 10 et 1'taan 12 est branche „ systeme de calcul des 
caractenstiques de l'image 15, tel qu'un ordinateur. 

Selonleprccededemiseenoeuvredelaplaquel, celle-ci est positional 
sur un support 16 du microscope 4. i~™oimee 

La plaque 1 est deplacee de sorte que le viseur 5 soi. en coincidence avec 

1 ecran 12 dans le bu, de visualiser ensuite sur recran ta autres figures 
dans la position souhaitee. "sures 

La plaque 1 est ensuite deplacee de sorte que le viseur 5 soi, place sur u„e 
tre figure et ,e systeme ^analyse damages 6 definit reta.or.nage p"re 
~ ^ * ""™ » **» *™ -s les'deu* 

Le calcu! d'un parametre caracteristique de cette figure, te. que la surface 
* opere par rordmateur 15, et ,a comparaison du parang calcu ^ 
sa valeur rfelle permet d'ameliorer l'etalonnage. 

Selon une autre application de la plaque, le viseur 5 est place sur !a figure 
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On regie par le microscope 4 le grossissement minimal necessaire pour 
voir nettement et separement les carres de la figure 3.2. 
On regie ensuite un nouveau grossissement en visualisant les carres nets 
sur l'ecran 12 au cours du passage direct de T image du microscope 4 k la 
camera 10 sans que l'ordinateur ne fonctionne. 

Un troisifeme grossissement est obtenu par visualisation de Timage des 
carres nets sur l'ecran 12 par 1' intermediate de l'ordinateur 15. 

La comparaison de ces trois grossissements permet d'observer et de 
quantifier la deformation introduite par la camera 10 et par l'ordinateur 
15. 

Selon une autre variante d' application de la plaque, on compare les valeurs 
theoriques d'un grand nombre de parametres ou equations, telles que le 
perimetre, le nombre d'Euler, avec les valeurs calculees par un logiciel de 
calcuL 

L'ecart obtenu entre les valeurs theoriques et calculees permet de controler 
la qualite de traitement par le logiciel. 

L 1 operation peut etre repetee sur un autre logiciel de calcul et ainsi 
permettre une comparaison entre plusieurs logiciels. 
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1) Plaque (1) de quartz revtae d'oxyde de chrome gravee par 
bombanlemen. dectronique, de console notamme* d'appareils opttqL 
(4) »b« 4 „„ systeme d'analyse d'images (6), caracterisee par le L que 
U plaque (1) est divisee en case, (2, qui present des MeS de symeX 
et portent des gtavures (3.N) g^etriques iBlons 
combuKusons d'eMments g&mariques simples. 

telT « reVendiCaa °" C "* -d,fc P3r 16 Mt au mains 

*• cases (2) porte une croix (3. 1) et que les gravures (3.N) «,„, rep^ 

en absctsse et en ordonnee par des chiffres et/ou des lettres. 

3) Precede de mi* en oeuvre de la plaque de controle selon 1'une 
queleonque .des revendicatos 1 ou 2, d'un appareil opaque (4) a viseur 
ffl-ta . un systeme d'analyse d'tages (6) constitue notammen. <r~ 
camera de numensauon d'image. (10), d'un taan de representation (12) 

« qu a cCT ^ de ™ sd ^ ^ 09 cara^eri j en 
ce ,u u conaste a posmonner la plaque (1) de quartz sur un support as, 

m ZT \ 0 T: W ' 4 lK b ° rdS d ' UM < 3 » * ^que 

viseur (5) soH en commence avec une autre figure graved, a dkir 

r " 0mbre * PMS P3r ™ M * «-» - ^ figure 
javee, a calculer ia valeur d'tm paramett e caracteristique de ce«e figu" 
et a comparer ladite valeur a la valeur r&Ue du parametre. 
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